
Egzamin z przedmiotu „Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w analizie 

fazowej” odbędzie się w sali 3.21/B8 w następujących terminach: 

13.06.2017 godzina 13.30 – egzamin „0” 

21.06.2017 godzina 10.00 – termin I 

28.06.2017 godzina 10.00 – termin poprawkowy I 

01.09.2017 godzina 10.00 – termin poprawkowy II. 

 

Wymagane jest posiadanie kalkulatora z moŜliwością wyliczenia sin i 

arcsin. 

 


